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Tenké vrstvy maji diky svym fyzikalnim, chemickym a mechanickym vlastnostem, které se mohou velmi lisit od
vlastnosti objemovych material(, velice Siroké a dlleZité vyuZiti. Vlastnosti jednotlivych vrstev téhoZ materialu
se lis$i zejména metodou nanaseni, rychlosti nanaseni a tloustkou.

1JD (lon Jet Deposition) predstavuje pokrocCily progresivni zplsob depozice tenkych vrstev. VyuZivd pulzniho
svazku urychlenych elektron bombardujicich ter¢ik zvoleného materidlu ke generovani plasmy, kterd je
nasledné nanasena na podlozku. Metoda depozice atomarnich vrstev (ALD, z angl. Atomic Layer Depozition)
predstavuje v soucasnosti patrné nejpresnéjsi metodu pfipravy ultra-tenkych filma nalezZici do skupiny metod
chemické depozice z par. Substrat je cyklicky exponovan dvéma prekurzory, na zakladé jejichZz samo-se-ukoncujici
reakce dochazi k postupnému budovani vysledné vrstvy.

Téma je vypsané spolu s Laboratofi aplikované fotoniky a kvantové technologie (KIPL, FJFI), kterd disponuje
aparaturou pro depozici tenkych vrstev. Vzorky tenkych vrstev budou pfipravovany metodou 1JD a ALD, pfipadné
jejich kombinaci a nasledné analyzovany pomoci strukturnich analyz rentgenové difrakce. Jednou z technik
charakterizace tenkych vrstev je rentgenova difrakéni analyza. Tato metoda ma tu vyhodu, Ze je nedestruktivni a
dokaze rozlisit mezi jednotlivymi fazemi stejného prvku i slitiny.

Ukoly zavéreéné prace:

Student bude mit za ukol se seznamit s danou problematikou a vypracovat resersni praci, ktera bude shrnovat
poznatky jak IJD a ALD, tak i difrakcnich technik.

V druhé ¢asti student nanese vybrany materidl na podlozku a na vyslednych vzorcich provede strukturni
charakteristiky. Na zakladé vysledkd difrakénich analyz by mélo dojit k nalezeni vhodnych depozi¢nich parametr(
a k naslednému popisu realné struktury tenké vrstvy.
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